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Nationales Vorwort

Das internationale Dokument IEC 86/494/CD:2016 ,Optical circuit boards — Basic test and measurement
procedures — Part 2: General guidance for definition of measurement conditions for optical characteristics of
optical circuit boards® (CD, en: Committee Draft) ist unverdndert in diesen Norm-Entwurf Gbernommen
worden. Dieser Norm-Entwurf enthalt eine noch nicht autorisierte deutsche Ubersetzung.

Um Zweifelsfalle in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung des CD entsprechend
der diesbezuglich durch die IEC erteilten Erlaubnis beigefiigt. Die Nutzungsbedingungen fir den deutschen
Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafllen auch fur den englischen IEC-Text.

Das internationale Dokument wurde vom TC 86 ,Fibre optics* der Internationalen Elektrotechnischen
Kommission (IEC) erarbeitet und den nationalen Komitees zur Stellungnahme vorgelegt.

Die IEC und das Européische Komitee fur Elektrotechnische Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass
ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf fir eine Internationale Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und
CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en: Final Draft International Standard)
bzw. Schluss-Entwurf fir eine Europdische Norm gestellt wird, um eine Beschleunigung und Straffung der
Normungsarbeit zu erreichen. Dokumente, die bei CENELEC als Europdische Norm angenommen und
ratifiziert werden, sind unveréndert als Deutsche Normen zu Gibernehmen.

Da der Abstimmungszeitraum fir einen FDIS bzw. Schluss-Entwurf prEN nur 2 Monate betrégt, und dann
keine sachlichen Stellungnahmen mehr abgegeben werden kénnen, sondern nur noch eine ,JA/NEIN-
Entscheidung mdglich ist, wobei eine ,NEIN“-Entscheidung fundiert begriindet werden muss, wird bereits der
CD als DIN-Norm-Entwurf veréffentlicht, um die Stellungnahmen aus der Offentlichkeit friihzeitig be-
ricksichtigen zu kénnen.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium UK 412.2 ,Komponenten fur Kommunikations-
kabelanlagen® der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE
(www.dke.de) zustandig.

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden Deutschen Dokumenten ergibt sich,
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation.
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europdische Norm durch CENELEC dbernommen und als
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. ISO [und/oder] IEC sind nicht daftr verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Das Original-Dokument enthalt Bilder in Farbe, die in der Papierversion in einer Graustufen-Darstellung

wiedergegeben werden. Elektronische Versionen dieses Dokuments enthalten die Bilder in der originalen
Farbdarstellung.
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Optische Leiterplatten —
Grundlegende Priif- und Messverfahren —
Teil 2: Aligemeiner Leitfaden zur Festlegung der Bedingungen fiir die Messung
der optischen Eigenschaften von optischen Leiterplatten

Einleitung

Die Bandbreitendichte in modernen Datenkommunikationssystemen wird bestimmt von den Verbindungs-
geschwindigkeiten sowie skalierbaren Ein-/Ausgangen (I/O) und wird auch in den kommenden Jahren weiter
zunehmen, was sich stark auf die Kosten und die Leistung zukinftiger Datenkommunikationssysteme aus-
wirken wird, die erhéhte Anforderungen an die Signalintegritat und den Stromverbrauch stellen werden.

Der geplante Anstieg an Auslastung, Ubertragungsleistung und Bandbreitendichte in zukinftigen Informa-
tionskommunikationssystemen erfordert die Migration von in Systemgehdusen eingebetteten optischen
Verbindungen. Insbesondere wiirde dies die Bereitstellung optischer Leiterplatten auf einigen oder allen
wichtigen Systemplatten, wie zum Beispiel Backplane, Motherboard und den peripheren Leiterplatten erfor-
derlich machen.

Zurzeit gibt es mehrere optische Leiterplattentechnologien, die sich in Bezug auf ihre jeweilige Wellenleiter-
technologie voneinander stark unterscheiden. In Bild 1 sind Unterschiede dargestellt, die aber nicht darauf
beschrankt sind: a) LWL-Laminat, b) Polymerwellenleiter und c) planare Glaswellenleiter.

LWL-Laminat Polymerwellenleiter Planarer Glaswellenleiter

Bild 1 — Unterschiedliche optische Leiterplatten

Eine wichtige Voraussetzung fir die kommerzielle Einfihrung von optischen Leiterplatten ist die Festlegung
eines zuverldssigen Systems zur Priifung und Messung, das nicht abh&ngig von der Art des zu prifenden
Wellenleitersystems ist und daher fiir die unterschiedlichen optischen Leiterplattentechnologien angewendet
sowie in Bezug auf kinftige Ausfiihrungen angepasst werden kann. Ein schwerwiegendes und hé&ufiges
Problem bei der Messung von Lichtwellenleitersystemen besteht darin, dass die Messbedingungen fur ein
bestimmtes Prifprogramm nicht eindeutig festgelegt sind und es folglich bei Messungen am gleichen Prifling
durch verschiedene Prifinstitutionen zu widersprichlichen Ergebnissen kommt. Bisher gibt es kein Ver-
fahren, welches gewéahrleistet, dass Prif- und Messbedingungen fir derartige Lichtwellenleitersysteme ent-
sprechend ausgewiesen sind.

Diese Norm legt ein Verfahren zur Erfassung ausreichender Informationen Gber die Messbedingungen einer
bestimmten optische Leiterplatte fest, um in einem vertretbaren Rahmen einheitliche Messergebnisse zu
gewahrleisten.

In Anbetracht der erheblichen Vielzahl an Eigenschaften und Anforderungen der unterschiedlichen optischen
Leiterplatten sind einige Prifumgebungen und -bedingungen fiir eine bestimmte optische Leiterplatte besser
geeignet als andere. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass diese Norm zur Festlegung der
Messbedingungen ein umfassendes Spekirum an Prif- und Messabldufen fir alle bekannten Arten von
optische Leiterplatten und deren Wellenleitersysteme bereitstellt, gleichzeitig aber auch flexibel und erweiter-
bar genug ist, um zukinftigen Wellenleitertechnologien gerecht zu werden. Zusatzlich ist ein Grad der An-
passung an beliebige Prifparameter zu berlcksichtigen.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der IEC 62496 legt ein Verfahren zur Festlegung der Bedingungen fiir die Messung der optischen
Eigenschaften von optischen Leiterplatten fest. Das Verfahren verwendet Kennzahlen in Nachschlage-
tabellen, auf die sich fur die verschiedenen entscheidenden Aspekte der Messumgebung bezogen werden
kann. Die Werte aus den Tabellen werden verwendet, um einen Mess-Identifizierungscode (MIC,
en: measurement identification code) zu erstellen, der ausreichend Informationen Uber die Messbedingungen
erfasst, um in einem vertretbaren Rahmen von unabhangig voneinander durchgefuhrten Messungen
einheitliche Ergebnisse zu gewahrleisten. Die Festlegung empfohlener Messbedingungen soll zusatzliche
Abweichungen der unabhdngig voneinander gemessenen Ergebnisse auf ein Minimum reduzieren.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

IEC 61280-4-1, Fibre-optic communication subsystem test procedures — Part 4-1: Installed cable plant —
Multimode attenuation measurement

IEC 61300-1, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 1: General and guidance

IEC 61300-3-53, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 3-53: Examinations and measurements — Encircled angular flux (EAF) measurement
method based on two-dimensional far field data from step index multimode waveguide (including fibre)

IEC 62614, Fibre optics — Launch condition requirements for measuring multimode attenuation
IEC 62496-2-1, Optical circuit boards — Part 2-1: Measurements — Optical attenuation and isolation

IEC TR 62349, Guidance of measurement methods and test procedures — Basic tests for polarisation-
maintaining optical fibres

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieser Norm gelten die in IEC 62496-2-1 festgelegten und die folgenden Begriffe.

31

definiertes System zur Messung eines optischen Kanals

Methodik zur Festlegung der Bedingungen fiir die Messung eines optischen Kanals, der Ublicherweise inner-
halb einer optischen Leiterplatte eingebettet ist

3.2

Identifizierungscode zur Messung eines optischen Kanals

MIC

Zahlencode, der dazu verwendet wird, ausreichend Informationen Uber die Messbedingungen eines zu
prifenden Wellenleiters auf einer optischen Leiterplatte zu erfassen, um Wiederholbarkeit von unabhé&ngig
voneinander am gleichen Prifling durchgefiihrten Messungen sowie einheitliche Ergebnisse sicherzustellen

3.3

zu priifender optischer Kanal

optischer Kanal einer zu priifenden optischen Leiterplatte, der einem Prif- und Messverfahren unterworfen
wird
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3.4
parabolischer Profilparameter
Parameter, der das Brechzahlprofil des Wellenleiters entsprechend der folgenden Gleichung beschreibt

9
1y ‘|—2A(L] r<a

a

mN1-2A r>a

n(r) =

dabei ist

g der parabolische Profilparameter;

a der Kernradius;

r  der radiale Abstand vom Kernmittelpunkt;
nq die Brechzahl bei r = 0;

A durch die Beziehung A= (n12 —n%)/2n12 gegeben, wobei n, wieder die Brechzahl bei » = 0 ist, d. h. an der
Achse sowie n, die Brechzahl an der AuRenkante des Kerns, d. h. bei r = a.

3.5

Einkopplungsvorrichtung

Oberbegriff fur die Struktur oder die Einrichtung, die das Licht von der Messquelle zur Eintrittsfacette des zu
prufenden optischen Kanals fihrt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Beispiele sind optische Fasern, optische Wellenleiter oder optische Bahnen.

3.6

Aufnahmevorrichtung

Oberbegriff fur die Struktur oder die Einrichtung, die das Licht von der Austrittsfacette des zu priifenden
optischen Kanals zu einer Messvorrichtung fihrt

3.7

obere Eingangsachse des zu priifenden Kanals

vom Prifer innerhalb der Ebene der Eintrittsfacette definierte Achse, die als ein Bezug verwendet wird, zu der
die Polarisationsachse der Einkopplungsvorrichtung festgelegt werden kann

3.8

obere Ausgangsachse des zu priifenden Kanals

vom Prifer innerhalb der Ebene der Austrittsfacette definierte Achse, die als ein Bezug verwendet wird, zu
der die Polarisationsachse der Aufnahmevorrichtung festgelegt werden kann

3.9

polarisationserhaltende optische Faser

Einmodenfaser, in der das linear polarisierte Licht, wenn es ordnungsgemalf in die Faser eingekoppelt
wurde, wahrend der Ausbreitung eine lineare Polarisation beibehalt und die Faser in einem bestimmten
linearen Polarisationszustand mit wenig bzw. ohne Uberkopplung der optischen Leistung zwischen den
beiden Polarisationsmodi verldsst. Eine derartige Faser wird in Spezialanwendungen eingesetzt, bei denen
die Erhaltung der Polarisation wichtig ist und ist gekennzeichnet durch eine schnelle und eine langsame
Achse

3.10

brechzahlanpassender Werkstoff

nachgebender oder fester Werkstoff mit einer Brechzahl, der der Brechzahl des Kerns des zu prifenden
Kanals entspricht
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3.1

brechzahldampfender Werkstoff

nachgebender oder fester Werkstoff mit einer Brechzahl, die innerhalb von 0,05 der Brechzahl des Kerns des
zu prifenden Kanals ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Beispiele sind optische Fasern, optische Wellenleiter oder optische Bahnen.

4 Definiertes System zur Messung von optischen Leiterplatten

4.1 Allgemeines

Eine wichtige Voraussetzung fiir die zuklinftige kommerzielle Einfihrung der optischen Leiterplattentechno-
logien ist die Festlegung eines zuverlassigen Systems zur Prifung und Messung der optischen Verbindung.

Die unabhangige Wiederholbarkeit der Wellenleitermessungen ist immer noch sehr schwer zu erreichen, da
die Messbedingungen nicht eindeutig festgelegt sind.

Deshalb muss ein solches definiertes System ausreichend Informationen (ber die Messbedingungen
erfassen, um sicherzustellen, dass von unabhangig voneinander am gleichen Prufling durch verschiedene
Prifinstitutionen durchgefiihrte Messungen in einem vertretbaren Fehlerrahmen einheitliche Ergebnisse
erbringen.

Angesichts der groen Anzahl an kombinierbaren Messparametern, die mdglich sind, ist die Menge an
Informationen, die fir eine ausreichende Beschreibung der Messbedingungen erforderlich ist, nicht vertret-
bar. Es wére fir die Prifer praktisch nicht durchfihrbar, fur jede Art von Messung mit einer vollstdndigen
Textbeschreibung zu arbeiten, vor allem wenn die optischen Leiterplatten einer Vielzahl von unterschied-

lichen Messverfahren unterzogen werden, beispielsweise als Teil eines umfassenden Qualitatssicherungs-
programms bei der gewerblichen Fertigung von optischen Leiterplatten.

4.2 Anforderungen an das definierte Messsystem

4.2.1 Messunsicherheit

Das definierte Messsystem muss ausreichende Informationen erfassen, um in einem akzeptablen Rahmen
Toleranzen bei unabhéngig voneinander erhaltenen Messergebnissen zu gewahrleisten.

4.2.2 Verlasslichkeit
Das definierte Messsystem muss die verantwortlichen Prifer dazu bringen, verlasslich ausreichende

Angaben Uber die Messbedingungen zu machen. Das System muss daher einen formalen Rahmen
enthalten, um die erforderliche Informationsmenge lber die Messbedingungen zu erfassen.

4.2.3 Fahigkeit

Das definierte Messsystem muss die Vollstédndigkeit der Messbedingung sicherstellen, so dass die Infor-
mationen so verkirzt als Identifizierungscode zur Messung eines optischen Kanals (MIC) angegeben werden
kénnen, damit sie nicht mehr als eine Textzeile einnehmen.

424 ZweckmaBigkeit

Der Identifizierungscode zur Messung sollte mit Hilfe der in dieser Norm enthaltenen Nachschlagetabellen
einfach zu erstellen und auszulesen sein.
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4.2.5 Zuordnung

Das definierte Messsystem darf nicht vom Typ der zu prifenden optischen Leiterplatte abhdngig sein, um
den unterschiedlichen Arten der optischen Verbindungen Rechnung zu tragen. Aus diesem Grund ist der Typ
des zu prifenden optischen Kanals nicht in den festzulegenden Informationen enthalten; dieser wird als
.Blackbox“ behandelt, eingegrenzt durch die Eintrittsfacette und die Austrittsfacette des zu priifenden
optischen Kanals.

4.2.6 Skalierbarkeit

Das definierte Messsystem muss skalierbar sein, um neue Messbedingungen fur bestehende oder noch
unbekannte optische Verbindungstypen aufzunehmen zu kénnen. Zu diesem Zweck bendétigt das System
Platzhalter, um ein einfaches Hinzufiigen von neuen Informationen in der Zukunft zu erméglichen.

4.2.7 Anpassbarkeit

Sofern die Parameter einer Messbedingung nicht eindeutig in den entsprechenden Nachschlagetabellen
enthalten sind, muss der MIC erweiterbar sein, um benutzerdefinierte Parameter aufzunehmen.

4.2.8 Bevorzugte Konfiguration

Das definierte Messsystem muss bevorzugte Messkonfigurationen festlegen, die:
— frei erhaltlich sind, was die Nutzung einer verfigbaren und erschwinglichen Ausriistung beglnstigt;

— leicht anzuwenden sind, was die Messungen beglnstigt, die von den meisten Institutionen leicht durch-
zuftihren sind, ohne dass spezielle oder eingeschrénkte Ausriistung bzw. besonderes Fachwissen erfor-
derlich sind;

— zweckdienlich sind, was die Messung der Kennwerte des optischen Kanals beglnstigt, die am haufigsten
gemessen werden und die fir den Einsatz und den Betrieb wichtig sind, z. B. Einfigungsdédmpfung.

4.3 Kriterien der definierten Messung

Das definierte Messsystem muss Informationen Uber die folgenden finf wichtigen Aspekte von der Mess-
umgebung bereitstellen:

— Eigenschaften der Quelle (4.3.1);

— Einkopplungsbedingungen (4.3.2);

— Kopplungsbedingungen am Eingang (4.3.3);
—  Kopplungsbedingungen am Ausgang (4.3.4);
— Bedingungen bei der Erfassung (4.3.5).

4.3.1 Eigenschaften der Quelle

Typische Quellen fur die allgemeinen Messungen an optischen Kanélen von optischen Leiterplatten sind
LEDs, Laserdioden und WeiRlichtquellen, wahrend zu den weniger gebrauchlichen Quellen Einrichtungen mit
verstarkter Spontanemission gehéren. Um einen umfangreichen Bereich an verfigbaren Quellenarten sowie
Eigenschaften abzudecken, wird das Messidentifizierungssystem die meisten Quellen nach der Kombination
der wichtigsten Eigenschaften, einschlieBBlich der Wellenldnge und Spektralbreite festlegen. Die Leistung der
optischen Quelle oder das Modenprofil missen nicht festgelegt werden, da die optische Leistung und das
Modenprofil nur an der Eintrittsfacette als Teil der Einkopplungsbedingungen angegeben werden missen.

4.3.1.1 Modulierte Quellen

Entsprechend dieser Norm gelten die Amplitude und Phase der Quelle als unmoduliert. Optische Modulation
ist ein grofes und komplexes Gebiet mit vielen méglichen Kombinationen aus Modulationsart, Tastverhéltnis
und den Datenkennwerten. Die Modulationsschemata enthalten standardmafig On-Off-Keying (OOK) und
mehrstufige Modulationsverfahren, wie beispielsweise Phasenamplitudenmodulation (PAM), phasenrichtige
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und Quadratur-(IQ-)Modulationsschemata wie Quadratur-Phasenumtastung (QPSK), mehrstufige Quadratur-
Amplitudenmodulation (nQAM), Mehrfach-Pulsmodulationsverfahren und diskretes Mehrtonverfahren (DMT).
Die Datenkennwerte wiirden Pseudozufalls-Bindrsequenzdaten (PRBS) mit verschiedenen Korrelations-
langen sowie Prifdaten mit realen Datentbertragungsprotokollen enthalten. Die Modulation wird nicht in das
in dieser Norm behandelte definierte Messsystem einbezogen. Im Falle einer modulierten Quelle, miissen die
Modulationseigenschaften ausdriicklich erwahnt werden.

4.3.1.2 Wellenldangenmultiplex-Quellen

Entsprechend dieser Norm gilt fir die Quelle auf einer einzigen Wellenldnge zentriert mit unterschiedlichen
spektralen Breiten zu senden, oder weil}, was den Ublichen gewerblichen Quellen einschliel3lich Laserdioden,
LEDs oder Einrichtungen mit verstarkter Spontanemission entspricht. Die Kennzeichnung der Leistung des
zu prifenden Kanals mit Licht mit Wellenldangenmultiplex (WDM) kann angeraten sein, in dem mehrere
Wellenldngen nach verschiedenen WDM-Schemata an der Einkopplungsvorrichtung Uberlagert werden.
Grobes Wellenlangenmultiplex (CWDM) kann zum Beispiel in der GréRenordnung von zehn Signalen auf
getrennte Wellenlangen aufgeteilt werden. Dichtes Wellenlangenmultiplex (DWDM) erméglicht es in der
Grolenordnung von Hunderten von Signalen auf eng aneinanderliegenden Wellenlangen aufgeteilt zu
werden.

WDM-Quellen sind in dieser Norm nicht beriicksichtigt, da die Kombinationsméglichkeiten zu komplex und
nicht vertretbar wéren. Im Falle einer Wellenlangenmultiplex-Quelle, missen die Eigenschaften dieser Quelle
ausdricklich angegeben werden. Vorzugsweise kann, sofern sinnvoll, mit Hilfe des auf3erhalb dieser Norm
beschriebenen Messidentifizierungssystems jeder einzelne Wellenldngenkanal eindeutig festgelegt werden.

4.3.2 Einkopplungsbedingungen

Die Einkopplungsbedingungen haben den gréten Einfluss auf die Abweichung bei den Messergebnissen fir
die optischen Kanale auf optischen Leiterplatten. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass diese
ausreichend definiert werden.

Die Einkopplungsbedingungen missen die folgenden Angaben enthalten, die bestimmen, wie sich das Licht
durch den zu prifenden optischen Kanal ausbreitet und damit die unabhdngige Wiederholbarkeit der
Messung beeinflussen:

a) GroBe und Form der Eintrittsfacette, die in der Regel durch den Kern der Einkopplungsvorrichtung
definiert ist. Fir eine Standardfaser wiirde es ausreichen, den Fasertyp anzugeben;

b) optische Gesamtleistung der Amplitude an der Eintrittsfacette;

c) raumliche (Nahfeld) und Winkelverteilung (Fernfeld) der optischen Leistung des Lichts an der Eintritts-
facette. Die Einkopplungsbedingungen fir Mehrmodenvorrichtungen sollten vorzugsweise die Anfor-
derungen nach IEC 62614 an den begrenzten Lichtstrom (EF) und den winkelabhangigen begrenzten
Lichtstrom (EAF) nach IEC 61300-3-53 erfiillen. Solche Einkopplungsbedingungen kdnnen zuverldssig
erreicht werden durch den Einsatz von geeigneten Modenfiltern um oder in der Einkopplungsvorrichtung.
Die Einkopplungsbedingungen fiir Einmoden-Einkopplungsvorrichtungen missen IEC 61300-1 ent-
sprechen.

4.3.21 Empfohlene Einkopplungsbedingungen
In Tabelle 1 sind die wichtigsten empfohlenen Einkopplungsprofile festgelegt, einschlieRlich unterfiillte Ein-

kopplung, verschiedene gefilterte Mehrmodenprofile und Uberflllte Einkopplung sowie Empfehlungen zur
Reproduzierbarkeit einiger dieser Modenprofile.
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Tabelle 1 — Empfohlene Moden-Einkopplungsprofile

Bezeichnung Modenverteilung an der Eintrittsfacette Empfohlener Messaufbau zum Erreichen der Modenverteilung

Einmoden-Einkopplung

L1 UF Vorzugsweise mit optischem Isolator zwischen Quelle und OS1-
Die unterfullte Einkopplung erfillt die Anfor- Einkopplungsvorrichtung;
derungen an die Einmoden-Einkopplung mit 2 m langer OS1-Einmodenfaser (SMF) wird ein Einmoden-
nach IEC 61300-1, Anhang B.2.2 Einkopplungsprofil erzeugt.

Mehrmoden-Einkopplung

L2 EF/EAF 5 m Gradientenindex-Mehrmodenfaser (GI-MMF) wird durch einen
Erfullt die Anforderungen an EF nach Modencontroller/-filter gefuihrt und erzeugt ein gefiltertes optisches
IEC 61280-4-1 und an EAF nach Intensitatsprofil an der GI-MMF-Einkopplungsfacette, welche die
IEC 61300-3-53 Anforderung an EF nach IEC 61280-4-1 und an EAF nach

IEC 61300-3-53 erfillt.

L3 EF 5 m Gradientenindex-Mehrmodenfaser (GI-MMF) wird durch einen
Erfullt die Anforderungen an EF nach Modencontroller/-filter gefiihrt und erzeugt ein gefiltertes optisches
IEC 61280-4-1 Intensitatsprofil an der GI-MMF-Einkopplungsfacette, welche die

Anforderung an EF nach IEC 61280-4-1 erfiillt.

L4 EAF 5 m Gradientenindex-Mehrmodenfaser (GI-MMF) wird durch einen
Erfullt die Anforderungen an EAF nach Modencontroller gefiihrt und erzeugt ein gefiltertes optisches
IEC 61300-3-53 Intensitatsprofil an der GI-MMF-Einkopplungsfacette, welche die

Anforderung an EAF nach IEC 61300-3-53 erfillt.

L5 EMD 5 m Gradientenindex-OM3-Mehrmodenfaser (GI-MMF) mit 50 ym

Modengleichgewichtsverteilung wird 30-mal um einen Dorn mit einem Durchmesser von 38 mm
gewickelt, um ein optisches Intensitatsprofil von abgestreiften
Moden an der GI-MMF-Einkopplungsfacette zu erzeugen.

L6 OF 5 m Stufenindex-Mehrmodenfaser (SI-MMF) mit 105 pm ist wird
Uberfiillte Einkopplung — einheitliche 30-mal um einen Dorn mit einem Durchmesser von 38 mm
optische Nahfeld-Intensitatsverteilung gewickelt, um ein Uberfilltes optische Intensitatsprofil von

gemischten Moden an der SI-MMF-Einkopplungsfacette zu
erzeugen.
4.3.2.2 Empfohlener Messaufbau fiir die Einmodenfaser-Einkopplung

Der empfohlene Messaufbau fir Einmodenfaser-Einkopplungsbedingungen ist in Bild 2 dargestellt. Eine
optische Einmodenquelle wird mit einem Einmoden-Lichtwellenleiter verbunden, der zunachst durch einen
optischen Einmodenisolator fiihrt, um die optische Quelle von unerwiinschten Ruckreflexionen abzuschirmen,
die entlang der Prufverbindung an verschiedenen Schnittstellen, vor allem an der Schnittstelle zwischen der
Einkopplungsfacette und der Eintrittsfacette des zu priifenden Kanals auftreten. Der Ausgang des optischen
Isolators sollte dann mit einem einstellbaren optischen Dampfungsglied verbunden werden. Dies ermdglicht
es dem Priifer, die optische Leistung an der Einkopplungsfacette einzustellen, um die entsprechend des
Identifizierungscodes zur Messung erforderliche optische Leistung anzupassen. Das kann ersatzweise durch
die Verwendung einer Quelle mit einstellbarer Leistung erreicht werden.
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Messaufbau zur Einmodenfaser-Einkopplung

________________________________________________________________________________________________

| AAA BBR :
E Optischer Einstellbares :
i Einmodenisolator optisches Dampfungsglied i
| Quelle v - '
= B -
' Einmodenfaser Einmodenfaser Einmodenfaser E
R s

Bild 2 — Empfohlener Messaufbau fiir Einmodenfaser-Einkopplungsbedingungen

4.3.2.3 Empfohlener Messaufbau fiir die Mehrmodenfaser-Einkopplung

Eine optische Einmoden- oder Mehrmodenquelle wird mit einem Einmoden- oder Mehrmoden-Lichtwellen-
leiter verbunden, der zundchst durch einen optischen Einmoden- oder Mehrmodenisolator fuhrt, um die
optische Quelle von unerwiinschten Ruckreflexionen abzuschirmen, die entlang der Prufverbindung an
verschiedenen Schnittstellen, vor allem an der Schnittstelle zwischen der Einkopplungsfacette und der
Eintrittsfacette des zu prifenden Kanals auftreten. Sofern die Quelle eine kohdrente Quelle ist, ist es wichtig,
einen Speckle-Filter zu verwenden, um die Auswirkungen der Speckle-Effekte an der Einkopplungsfacette
auszugleichen. Eine Mdglichkeit kann ein nach der Quelle aber vor dem einstellbaren optischen Dampfungs-
glied angewandter elektromechanischer Erreger sein. Bei Anwendung einer derartigen Vorrichtung ist es
wichtig, dass die Faser mechanisch vollstdndig von der Einkopplungsfacette entkoppelt ist, sodass die
Vorrichtung zwischen der Quelle und dem einstellbaren optischen Dampfungsglied angewendet wird. Der zur
Messung des empfangenen Lichts verwendete Photodetektor miusste so konfiguriert werden, dass anstatt der
augenblicklichen Werte die Durchschnittswerte Uber einen angemessenen Zeitraum aufgezeichnet werden.
Der Ausgang des optischen Isolators sollte dann mit einer Einmoden- oder Mehrmodenfaser an den Eingang
eines einstellbaren optischen Dampfungsglieds fiir Einmoden- oder Mehrmodenfasern verbunden werden.
Dies ermdglicht es dem Prifer, die optische Leistung an der Einkopplungsfacette einzustellen, um die
entsprechend des Identifizierungscodes zur Messung erforderliche optische Leistung anzupassen. Das kann
ersatzweise durch die Verwendung einer Quelle mit einstellbarer Leistung erreicht werden. Danach wird der
Ausgang des einstellbaren optischen Dampfungsglieds mit einer Mehrmodenfaser an den Eingang eines
Modenkonditionierer- oder -Filtersystems angeschlossen, dessen Ausgang Uber eine Mehrmodenfaser mit
der Einkopplungsfacette verbunden ist. Der Zweck des Modenkonditionierer- oder -Filtersystems besteht
darin, das Modenprofil der Einkopplungsfacette entsprechend L2, L3, L4, L5 oder L6 von Tabelle 1 zu
gewabhrleisten. In Bild 3 ist der empfohlene Priifaufbau dargestellt.

L2 ist die bevorzugte Einkopplungsbedingung, in der das Modenprofil die Anforderung an EF nach
IEC 61280-4-1 und an EAF nach IEC 61300-3-53 fir den entsprechend der Einkopplungsvorrichtung
gewabhlten Fasertyp erfullt.

Messaufbau zur Mehrmodenfaser-Einkopplung

[AAA | BBB ;
s : Speckle-Filter '
' ! optischer Einmoden-/ Einstellbares S— ;
' ! Mehrmodenisolator optisches Dampfungsglied Modenkonditionierer '
' Quelle | l -
L \ \ | | | =
] ] - M
(] ] (]
- | Einmoden-/ Einmoden-/ '
: i Mehr Soniaser Mehrmodenfaser Mehrmodenfaser Mehrmodenfaser :
| TV R——— R e L e R R, ]

Bild 3 — Empfohlener Messaufbau fiir Mehrmodenfaser-Einkopplungsbedingungen
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4.3.3 Kopplungsbedingungen am Eingang

Die Kopplungsbedingungen am Eingang geben Auskunft dariiber, wie die Einkopplungsvorrichtung mit der
Eintrittsfacette des zu prifenden optischen Kanals verbunden ist, z. B. durch Stol3kopplung oder Abbildungs-
optik und ob die Eintrittsfacette mit einem brechzahlanpassenden oder einem brechzahldampfenden Werk-
stoff behandelt wurde, um die Streuverluste zu verringern.

4.3.3.1 Nachgebende und feste brechzahlanpassende oder brechzahlddmpfende Werkstoffe

Es ist Ublich, einen brechzahlanpassenden oder brechzahlddmpfenden Werkstoff an der Eintritts- und/oder
Austrittsfacette des zu priifenden Kanals anzuwenden, um Fresnel-Reflexion und durch die Rauigkeit der
Oberflache der Eintritts- und/oder Austrittsfacette verursachte Streuungseffekte zu verringern. Der brechzahl-
beeinflussende Werkstoff kann eine Flussigkeit oder ein Gel sein, der einen nachgebenden Puffer bildet und
am besten fir die Messung geeignet ist, wodurch die Einkopplungsfacette bei Sto3kopplung in direktem
Kontakt oder nur wenige Mikrometer entfernt von der Eintrittsfacette ist, sodass die Flissigkeit oder das Gel
vollstandig den Spalt zwischen Einkopplungsfacette und Eintrittsfacette des zu prifenden Kanals ausfiillt. Die
Verwendung von Flissigkeit oder Gel wirde im Fall der Projektion des Lichts durch einen freien Raum auf
die Eintrittsfacette des zu priifenden Kanals (wie die Abbildung des Ausgangs einer Faserfacette auf die
Eintrittsfacette des zu priifenden Kanals durch ein Linsensystem) nicht geeignet sein, da sich durch die
Oberflachenspannung des nachgebenden Werkstoffes eine Begrenzung mit unvorhersehbarer Geometrie um
die Eintrittsfacette des zu prifenden Kanals bilden wirde. Die Alternative zur Verwendung eines nach-
gebenden ist ein fester brechzahlanpassender oder brechzahlddmpfender Werkstoff mit einer definierten
ebenen Flache wie beispielsweise ein Dunnfilm. Dies ist angebracht, wenn die Eintrittsfacette des zu prifen-
den Kanals eine hohe Rauigkeit aufweist und ein freier Raum zur Einkopplung verwendet wird.

4.3.3.2 Polarisationsabhingige Kopplungsbedingungen am Eingang

Ein wichtiger moglicher Messparameter flir Einmoden-Einkopplungsbedingungen ist die schnelle oder lang-
same Polarisationsachse der Einkopplungsfacette relativ zum zu priifenden Kanal. Dieser ware beispiels-
weise erforderlich, um die polarisationsabhé&ngige Dampfung oder die Doppelbrechung fiir den zu priifenden
Kanal zu bestimmen. Zu diesem Zweck wird durch den ersten Priifer oder bei der Bestimmung der Probe
eine obere Achse am Eingang des zu prifenden Kanals definiert und eindeutig am Prufling, der den einen
oder mehrere der zu prufenden Kanéle enthélt, markiert oder anderweitig in den zugehérigen Informations-
blattern beschrieben.

Bei Messungen, die eine definierte Polarisation erfordern, kdnnte die Einmodenfaser eine polarisations-
erhaltende Faser nach IEC TR 62349 sein. Die eine polarisationserhaltende Faser verlassende optische Leis-
tung wird zwischen der schnellen und der orthogonal verlaufenden langsamen Achse unterteilt. Das Verhaltnis
der optischen Leistung, die in der schnellen Achse enthalten ist zur optischen Leistung in der langsamen Achse
hangt von einer Reihe von Bedingungen ab, einschlieRlich der Einkopplung der Leistung in die Faser.

In dem Fall, dass eine polarisationserhaltende Faser oder eine andere Spezialfaser verwendet wird, in der
die optische Leistung, die in den beiden orthogonalen Polarisationsachsen der Einkopplungsfacette enthalten
ist, ein geforderter Messparameter ist, werden fiir die Messung zwei Schritte des nicht in dieser Norm
beschriebenen Messidentifizierungssystems festgelegt. Auf diese Weise kann eine einzige Messung als zwei
getrennte Messungen behandelt werden, die jeweils die eigene der Polarisationen definieren.

In Bild 4 ist dargestellt, dass die obere Achse des zu priifenden Kanals und die gewahlte Polarisationsachse der

Einkopplungsfacette einer polarisationserhaltenden Faser einen relativen Winkel c3, angegeben in Grad, bilden.
Dieser Winkel wird als Teil des nicht in dieser Norm beschriebenen Messidentifizierungssystems definiert.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 62496-2:2016-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-62496-2-2016-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-62496-2-2016-10

E DIN EN 62496-2:2016-10 — Entwurf —

E Obere Achse am Eingang des zu priifenden Kanals
a) 1 Eindeutige Markierung am Prifling

a0 ees oo
b) Polarisationsachse der Einkopplungsfacette

&

ANMERKUNG 1 Bild 4a) ist eine Querschnittsvorderansicht der Einkopplungsfacette des zu prufenden Kanals mit dar-
gestellter oberer Messachse.

ANMERKUNG 2 Bild 4b) ist eine Querschnittsriickansicht der Einkopplungsvorrichtung einschlieBlich der gewahliten
Polarisationsachse der Einkopplungsfacette.

ANMERKUNG 3 Bild 4c) ist eine Querschnittsvorderansicht des zu prufenden Kanals mit darlber ausgerichteter
Einkopplungsfacette; die obere Achse des zu priifenden Kanals bildet einen Winkel c3 in Grad mit der
gewahlten Polarisationsachse der Einkopplungsfacette.

Bild 4 — Querschnittsansichten des Eingangs des zu priifenden Kanals

4.3.4 Kopplungsbedingungen am Ausgang

Die Kopplungsbedingungen am Ausgang geben Auskunft dariiber, wie das Licht aus der Austrittsfacette des
zu prifenden optischen Kanals in die Aufnahmevorrichtung gekoppelt wird, z. B. Gber StoRkopplung oder
Abbildungsoptik und ob die Austrittsfacette mit einem brechzahlanpassenden oder einem brechzahl-
dampfenden Werkstoff behandelt wurde, um die Streuverluste zu verringern.

Ein wichtiger mdglicher Messparameter fur Einmoden-Aufnahmebedingungen ist die Polarisationsachse der
Aufnahmefacette relativ zur oberen Achse der Austrittsfacette des zu prifenden Kanals. Zu diesem Zweck
wird durch den ersten Prifer oder bei der Bestimmung der Probe eine obere Achse am Ausgang des zu
prufenden Kanals definiert und eindeutig am Prifling, der den einen oder mehrere der zu prifenden Kanéle
enthalt, markiert oder anderweitig in den zugehdérigen Informationsblattern beschrieben. Bei Messungen, die
eine definierte Polarisation erfordern, sollte die Einmodenfaser eine polarisationserhaltende Faser nach
IEC/TR 62349 sein. In Bild 5 ist dargestellt, dass die obere Achse an der Austrittsfacette des zu prifenden
Kanals und die gewahlte Polarisationsachse der Aufnahmefacette einer polarisationserhaltenden Faser einen
relativen Winkel d3, angegeben in Grad, bilden. Dieser Winkel wird als Teil des nicht in dieser Norm
beschriebenen Messidentifizierungssystems definiert.
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i Obere Achse am Ausgang des zu priifenden Kanals
a) i Eindeutige Markierung am Priifling

b) ~ Polaristionsachse an der Aufnahmefacette

C) d3

ANMERKUNG 1 Bild 5a) ist eine Querschnittsvorderansicht der Austrittsfacette des zu priifenden Kanals mit darge-
stellter oberer Achse am Ausgang.

ANMERKUNG 2 Bild 5b) ist eine Querschnittsriickansicht der Aufnahmevorrichtung einschlief3lich der gewahlten Polari-
sationsachse der Aufnahmefacette.

ANMERKUNG 3 Bild 5c) ist eine Querschnittsvorderansicht der Austrittsfacette des zu prifenden Kanals mit dartber
ausgerichteter Aufnahmefacette; die obere Achse des Ausgangs des zu priifenden Kanals bildet einen
Winkel d3 in Grad mit der gewahlten Polarisationsachse der Aufnahmefacette.

Bild 5 — Querschnittsansichten des Ausgangs des zu priifenden Kanals

4.3.5 Bedingungen bei der Erfassung

Die Bedingungen bei der Erfassung umfassen Informationen Uber die Aufnahmevorrichtung, welche das
optische Signal des zu priifenden optischen Kanals extrahiert und grundlegende Informationen tber den
Messaufnehmer, beispielsweise ein Photodetektor oder eine CCD-Kamera. Es ist jedoch zu beachten, dass
wenn alle anderen Bedingungen gleich sind, die Antwort der Messeinrichtung selbst von Einrichtung zu Ein-
richtung unterschiedlich ist, sodass es eine Anforderung dieser Norm ist, dass die Messtechnik ebenso aus-
drucklich festzulegen ist.

4.4 Einkopplungs- und Erfassungsposition

Die Position der Einkopplungsfacette bezuglich der Eintrittsfacette des zu prifenden Kanals und die Position
der Aufnahmefacette bezlglich der Austrittsfacette des zu priifenden Kanals sind wichtige Parameter. Bei
Wellenleitermessungen, ist das Standardverfahren die Einkopplungs- und Erfassungsachsen um die Eintritts-
und Austrittsfacetten eines zu priifenden Kanals anzupassen, um jeweils die maximale Ubertragung bzw. die
geringste Einfugungsdampfung zu erreichen. Die jeweiligen Positionen der Einkopplungs- und Erfassungs-
achsen bezlglich der Eintritts- und Austrittsfacetten des zu prifenden Kanals, die zum Erreichen der
maximalen Ubertragung erforderlich sind, hdngen stark von der Geometrie des zu priifenden Kanals ab und
fallen nur selten mit der genauen Mitte der Eintritts- und Austrittsfacetten zusammen. Tatséachlich ist es fir
den Prifer kaum mdglich, die genaue Mitte der Eintritts- und Austrittsfacetten zu identifizieren und diese dann
auf die Zentren ihrer Einkopplungs- und Aufnahmefacetten auszurichten.

Die praktikabelste und wiederholbarste Messung ist daher, wenn die maximale Ubertragung auf einem
gegebenen zu priifenden Kanal erreicht wird. Dies setzt die Fahigkeit der Prifer voraus, ihre Einkopplungs-
und Aufnahmevorrichtungen richtig einzustellen und zu erkennen, dass dies der am besten reproduzierbare
Ansatz ist. Dies wird als Fundamentalmessung bezeichnet.
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4.5 Einkopplungs- und Erfassungsrichtung

Die Eintrittsfacette des zu prifenden optischen Kanals wird als der Bereich definiert, durch den das Licht
eingespeist werden muss, um beste Bedingungen zur Ubertragung durch den zu priifenden optischen Kanal
zu haben. Die Austrittsfacette des zu prifenden optischen Kanals wird als der Bereich definiert, durch den
das Licht aus dem zu priifenden optischen Kanal austritt.

In den meisten optischen Wellenleiterkandlen liegen die Eintritts- und Austrittsfacetten des zu prifenden
Kanals orthogonal zur Achse des zu prufenden Kanals, wie in Bild 6 dargestellt. Liegt die Eintrittsfacette
orthogonal zur Achse des zu prifenden Kanals, muss die Achse der Einkopplungsvorrichtung mit der Achse
des zu prifenden Kanals kollinear sein, wenn die Fundamentalmessung durchgefihrt wird. Liegt die Austritts-
facette orthogonal zur Achse des zu prifenden Kanals muss die Achse der Aufnahmevorrichtung mit der
Achse des zu prifenden Kanals kollinear sein, wenn die Fundamentalmessung durchgefiihrt wird.

Einkopplungsvorrichtung Aufnahmevorrichtung

Detektor

Quelle
Bild 6 — Messaufbau mit kollinearer Einkopplungs- und Erfassungsrichtung

In einigen optischen Wellenleiterkanalen kann ein Element oder eine Struktur zur Ablenkung des sich entlang
der Hauptwellenleiterachse ausbreitenden Lichts um 90 °, eingefiigt sein. In solchen Féllen kann die Eintritts-
und/oder Austrittsfacette parallel zur Achse des zu priifenden Kanals liegen, wie in Bild 7 dargestellt.

Sofern die Eintrittsfacette des zu priifenden Kanals parallel zur Achse des zu prifenden Kanals liegt, muss
die Achse der Einkopplungsvorrichtung orthogonal zur Achse des zu prifenden Kanals liegen, wenn die
Fundamentalmessung zur geringsten Einfligungsdampfung durchgefihrt wird. Sofern die Austrittsfacette des
zu prufenden Kanals orthogonal zur Achse des zu prifenden Kanals liegt, muss die Achse der Aufnahme-
vorrichtung orthogonal zur Achse des zu priifenden Kanals liegen, wenn die Fundamentalmessung zur
geringsten Einflgungsdampfung durchgefiihrt wird.

Quelle Detektor

Einkopplungsvorrichtung
Aufnahmevorrichtung

Bild 7 — Messaufbau mit orthogonaler Einkopplungs- und Erfassungsrichtung
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Es kdnnen auch andere Faélle auftreten, in denen die Achse der Einkopplungsvorrichtung und der Aufnahme-
vorrichtung nicht normal zur Eintritts- und Austrittsfacette liegen. In Bild 8 ist zum Beispiel ein Wellenleiter
dargestellt, der mit einer Oberflachengitter-Kopplungsstruktur optimiert wurde, um das Licht aus dem Wellen-
leiter in einem schrédgen Winkel abzulenken, obwohl die Eintrittsfacette und die Austrittsfacette parallel zur

Wellenleiterachse liegen.
Quelle Detektor
g
=
£
=
§
=
L]
£
T
£
-
<

Bild 8 — Messaufbau mit schrager Einkopplungs- und Erfassungsrichtung

Das Versténdnis dieser Norm ist, dass die Einkopplungsvorrichtung und die Aufnahmevorrichtung beziiglich
der Eintritts- und Austrittsfacette des zu prifenden optischen Kanal wie gefordert ausgerichtet werden, um
die Fundamentalmessung zu ermdglichen. Daher gibt es keine Beschrankung hinsichtlich der Richtung der
Einkopplung- und die Aufnahmevorrichtung bezlglich der Eintritts- und Austrittsfacette des zu prifenden

Kanals.
Mess-ldentifizierungscode (MIC,

5 Mess-ldentifizierungscode
Verwendung eines

Das definierte Messsystem erfordert die
en: measurement identification code), der in ausreichendem MafRe die Messbedingungen fiur den zu

prifenden optischen Kanal festlegt (Bild 9).
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MIC AAA - BBB(b1) - CCC — DDD - EEE

Bild 9 — Struktur des Mess-ldentifizierungscodes

5.1 Struktur des Mess-ldentifizierungscodes

Der MIC besteht aus funf dreistelligen numerischen Komponenten, die die funf wichtigsten Bereiche der
Messumgebung wie zuvor beschrieben abbilden.

5.1.1 AAA - Eigenschaften der Quelle

Die Komponente AAA enthélt die Informationen Uber die verwendete Quelle, die den optischen Kanal anregt.
Den Wert dieser Komponente erhalt man aus der ersten Referenz-Nachschlagetabelle (Tabelle 2).

5.1.2 BBB(b1) — Einkopplungsbedingungen

Die Komponente BBB enthalt die Informationen Uber die Vorrichtung zwischen dem Licht aus der Quelle und
dem Eintrittspunkt in den zu prifenden optischen Kanal. Den Wert dieser Komponente erhalt man aus der
zweiten Referenz-Nachschlagetabelle (Tabelle 3). Der Komponente BBB folgt der an der Einkopplungs-
facette gemessene Wert der durchschnittlichen optischen Leistung in yW. Dies ist zwingend notwendig.

5.1.3 CCC - Kopplungsbedingungen am Eingang
Die Komponente CCC enthélt Informationen dariber, wie das Licht von der Einkopplungsvorrichtung in den

Eintrittspunkt des zu prifenden optischen Kanals eingekoppelt wird. Den Wert dieser Komponente erhdlt man
aus der dritten Referenz-Nachschlagetabelle (Tabelle 4).

5.1.4 DDD - Kopplungsbedingungen am Ausgang
Die Komponente DDD enthalt Informationen Uber die Auskopplung des Lichts aus der Austrittsfacette des zu

prifenden optischen Kanals in die Aufnahmevorrichtung oder das Element zur Aufnahme. Den Wert dieser
Komponente erhalt man aus der vierten Referenz-Nachschlagetabelle (Tabelle 5).

5.1.5 EEE - Bedingungen bei der Erfassung

Die Komponente EEE enthélt Informationen tber die Aufnahmevorrichtung (sofern vorhanden) zwischen der
Austrittsfacette und der optischen Messeinrichtung. Den Wert dieser Komponente erhdlt man aus der funften
Referenz-Nachschlagetabelle (Tabelle 6).

Der numerische Wert aller Komponenten wird nach den folgenden Abschnitten aus den entsprechenden
Referenz-Nachschlagetabellen extrahiert.
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5.2 Erweiterter Mess-ldentifizierungscode mit Anpassungsparametern

Das MIC kann, sofern erforderlich, erweitert werden, um spezifische Anpassungsparameter fiir benutzerde-
finierbare Messkennwerte aufzunehmen.

Dabei werden die Anpassungsparameter, unmittelbar nach dem 3-stelligen Komponentenwert, auf den sie
sich bezieht, in Klammern gesetzt. Die Anpassungsparameter werden fir jede Komponenten-Referenztabelle
festgelegt.

Die vollstandige MIC mit allen Anpassungsparametern ist wie folgt definiert:
MIC AAA(a1, a2) — BBB(b1, b2, b3, b4) — CCC(c1, c2, c3) — DDD(d1, d2, d3) — EEE(e1, €2, 609 €3, e4)
Fur bestimmte Komponentenwerte miissen Anpassungsparameter festgelegt werden.

Die Anpassung an kundenspezifische Anforderungen erweitert die Komplexitat des definierten Messsystems
und erhdht mdglicherweise die Messunsicherheit, was vermieden werden sollte.

Der Anpassungsparameter b1 fiir die Komponente BBB ist indessen in jedem Fall festzulegen.

Vorzugsweise werden in den meisten Fallen die Messbedingungen fir Messeinrichtungen mit allgemeinem
Aufbau gewahlt, die keine Anpassung erfordern.

5.2.1 Anpassungsparameter mit Platzhaltern

In den meisten Fallen werden fur einen bestimmten Komponentenwert, (z. B. CCC), nur einige der mdglichen
Anpassungsparameter benétigt bzw. sind mit anderen nicht anwendbar. Wenn irgendein Anpassungspara-
meter fir einen bestimmten Komponentenwert festgelegt wird, sollte fur nicht anwendbare Anpassungs-
parameter an der entsprechenden Position der Wert , X eingetragen werden und als Platzhalter dienen. Die
einzige Ausnahme ist b1, der ein obligatorischer Parameter ist, so dass, wenn keine Werte fur b2, b3 oder b4
erforderlich sind, nur der Parameter b1 nach dem der Komponentenwert BBB angegeben werden muss.

Zum Beispiel: MIC AAA(X,a2) — BBB(b1) — CCC(c1, c2, X) — DDD(d1,d2,d3) — EEE(e1, X, €3)

5.3 Referenzmessungen

Referenzmessungen (oder Wiederholungsmessungen) sind Messungen, die ohne Prifling durchgefihrt
werden, um einen Referenzvergleich fir verschiedene erforderliche GréRen zu haben, wie beispielsweise die
Einflgungsdampfung.

Um als Referenzmessung zu gelten, muss die gleiche MIC fiir die Referenzmessung angewendet werden wie
fur die entsprechende Messung am Prifling (siehe Bild 10), mit einer Ausnahme: fir Referenzmessungen
wird jeweils die mit den Komponenten CCC und DDD verbundene Behandlung der Eintritts- und Austritts-
facette ignoriert.
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MIC AAA — BBB(b1) — CCC — DDD - EEE

M

Bild 10 — Referenzmessungen miissen den gleichen MIC verwenden
5.4 Tabelle der Komponente AAA — Eigenschaften der Quelle

5.4.1 Anpassungsparameter

Folgende Anpassungsparameter sind fir Tabelle 2 festgelegt:

a1l Mittenwellenldnge der Quelle (1) der Quelle in nm;
a2 Halbwertsbreite der spektralen Breite (61) der Quelle in nm.

Documents

Document Sharing Hub

20

Full document details: E DIN EN 62496-2:2016-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-62496-2-2016-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-62496-2-2016-10

¥4
06l | 68L | 88L | /8L 981 g8l 81 €81 Zsl 8L wu Ggzo L
08l | 641 | 8L | L1 9L Sl 1745 €Ll clL LLL wuol9 L
0L | 691 | 89L | 19l 991 S99l 9l €91 29l Lol wu 06s L
09l | 6GL | 8SL | ZGL 951 Ssl Sl €51 Zsi LGl wuoss L
oSl | 6vL | 8¥lL | Lvl Il 145 il el vl 34" wu oss L
oyl | 6€L | 8€lL | L€l 9€L Gel el el cel LEL wuogs L
ogl | 6cL | 8¢l | L2l 9L °r4% 1745 €Cl 44" (¥4} wuols i
ocl | 6LL | 8LL | ZLL 9Ll SLL 4% Ll ZLi Ll wu 06¥ L
oLl | 60L | 80L | ZOL 901} S0l 0l 0] col Lol wu oLy L
00l | 660 | 860 | /160 960 S60 ¥60 €60 260 160 wuole
060 | 680 | 880 | /80 980 S80 80 €80 280 180 wu oog L
080 | 640 | 8.0 | 110 920 S0 ¥.0 €20 ¢l0 110 wu 090 L
00 | 690 | 890 | /90 990 S90 790 €90 290 190 wu 000 b
090 | 6G0 | 8SO | /S0 950 §S0 ¥50 €50 Zso LGS0 wu 086
050 | 6%0 | 8¥0 | L¥0 910 S¥0 ¥¥0 €10 Zvo L¥0 wu 0S8
0¥0 | 6€0 | 8€0 | /€O 9€0 Seo €0 €€0 Zeo L€0 wu 082
0€0 | 620 | 820 | /120 920 G20 ¥20 €20 44y} 120 wu 099
020 | 610 | 8LO | IO 910 SL0 ¥10 €l0 clo 110 wu zeg
0L0 | 600 | 800 | 10O 900 S00 00 €00 200 100 wu (Le) v
yostizedsuapuny|
1
@
abuejuajjomuaiin
csow_m_umam Judlaseqelpjads A_e:c_e._ea_.m._t_maw G:o_m:on_m._t_mgw Sso_w._mn_m._t_maw @uapowuiy
JaIAIaSDY -uapunyj 19)I9M 1YaS — USPOULIYSJ | J9}19M — UBPOWLIYS\ |JaJa|iw — uspounyajy| Jabua — uapowyap «—a|lend

01-9102:2-96¥29 N3 NId 3

(z uon 1) aj@np Jop uayeyossuabizg aIp 1N} YVV djusuodwioyzualajay — g ajjogel

— ynmug —

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 62496-2:2016-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-62496-2-2016-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-62496-2-2016-10

